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Abstrak: Pada litografi anodisasi Atomic Force Microscope (AFM), modulasi tegangan merupakan
faktor penting untuk mempertinggi tingkat pertumbuhan oksida, meningkatkan aspek rasio dari pola
oksida dan memperbaiki kontrol dari tampilan oksida. Melalui pengurangan muatan ruang (space
charge) yang terbangun di dalam oksida, modulasi ac mengatasi karakter ‘self-limiting’ dari oksida.
Ketika modulasi ac diterapkan pada substrat, aspek rasio dari pola tonjolan oksida meningkat lima kali
dibandingkan pulsa dc. Pengontrolan waktu paparan elektron antara tegangan positif dan negatif
merupakan faktor penting dalam pengontrolan aspek rasio dari pola oksida. Hal ini menunjukkan
ketergantungan antara tipe tegangan yang diterapkan dan variasi waktu paparan elektron pada modulasi
ac. Dengan menyesuaikan waktu paparan elektron dan mengurangi muatan ruang pada oksida, studi ini
berhasil mengungkapkan bahwa modulasi ac lebih unggul dalam menghasilkan aspek rasio yang tinggi
dibandingkan pulsa dc.
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